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摘要(译)

一种测量液晶显示装置中的图像残留缺陷的方法，包括以下步骤：将液
晶单元接地，所述液晶单元包括取向层，将第一交流电压施加到所述液
晶单元，测量所述液晶单元的第一电容。液晶单元，向液晶单元施加电
应力，测量液晶单元的第二电容，以及计算第一电容和第二电容之间的
电容差。
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